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実験研究の目的
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分析

高温高湿試験による結晶シリコン太陽電池電極の劣化

 太陽電池モジュールのFFの低下について、封止材(EVA)から発生
する酢酸と電極材に含まれるガラスとの関係が示唆されている。

 結晶シリコン太陽電池モジュールを用いて高温高湿試験を行い、
劣化したモジュールの電極ーシリコン基板界面に存在するガラス
層の状態を観察し、どのような変化が起こったか調査する。

太陽電池セル(Al-BSFタイプ)

試験モジュールの構造

試験条件：95oC / 95％ (FFの変化が-20%を超えるまで継続)
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高温高湿試験によるモジュールIV特性の変化
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高温高湿試験の各時間におけるモジュールのEL画像
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モジュール内で確認された鉛化合物

電極断面のSEM像 (反射電子像)
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IV特性は試験時間が2300時間を越えると大幅に低下した。
特にFFが大きく低下している。
ELにて劣化を確認したところ、セルに暗部が確認された。
電極の直列抵抗の増加によってFFが低下したことを示唆する。

劣化箇所の電極中のガラス材では鉛の量が少ない層(濃灰色)が
形成されていた。EVAから発生する酢酸により、鉛が溶出したと考
えられる。

溶出した鉛は、モジュール内の電極周辺で化合物を形成し、存在
していた。化合物は複数あり、その1つは酢酸鉛であることが確認
された。
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 高温高湿試験 (95oC/95%) を行い、出力が低下したモジュールの
電極ーシリコン基板界面にあるガラス層の分析を行った。

 組成分析の結果、ガラス層の組成変化が確認され、ガラス層に鉛
の強度の異なる部分が確認された。

 溶出した鉛は化合物として電極周辺で確認された。
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